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 第３章では、Si 系物質についての特性 X 線スペクトル解析結果から考案した状態分
析法について述べている。スペクトル形状の相違が状態分析法として適用可能であるか
を精査するため、Si、SiO2、SiC、Si3N4、CaSiO3、Mg2SiO4、Fe2SiO4、Al2SiO5について、
分光結晶 TAP で検出される Kα線(2 次線) スペクトルに着目している。その結果、SiC








 第４章では、Ti 系物質についての特性 X 線スペクトル解析結果から考案した状態分
析法について述べている。スペクトルピーク強度比が状態分析法として適用可能である
かを精査するため、Ti、TiO2、TiC、TiNについて、分光結晶 LDE2Hで検出される Ti-Lα, 
Lβ線スペクトルピーク強度と Ti-Ll, Ln線スペクトルピーク強度を測定した。その結果、
ふたつのスペクトルピーク強度比は Ti 1.51～1.84、TiO2 1.95～2.30、TiC 2.55～2.89、TiN










 以上のように、論文提出者は EPMAから得られる全特性 X線を精査して、一般的な
定性・定量分析等に利用される特性 X 線以外の特性 X 線に着目し、材料の研究・開発
にとって欠かせない EPMA に新たな分析手法を導入している。すなわち、本論文では
Si 系物質および Ti 系物質を取り上げ、１回の電子線照射のみで物質の結合状態を判定





学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 本論文に対して、論文審査委員から「原子番号が大きくなるにしたがってスペクトル
ピーク位置のばらつきが大きくなる理由」、「特性 X 線の強度の違いによるばらつき
への影響」、「Ti系物質の状態分析における Cuスペクトルの影響とその除去方法の詳
細」、「複数の結晶構造を持つ同一物質の場合、異なる結晶構造でも本研究で提案した
状態分析が適用可能か」等について種々の質問があったが、いずれも著者によって適切
な回答がなされ、質問者の理解が得られた。また、公聴会においても、多数の出席者が
あり、種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られた。 
 以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
